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背景と目的 







下図のように鉛スリットで X線管から照射される X線の照射領域を制限して被写体に X線を照射し、ディテ
クタ領域が X 線照射領域よりも大きくなるようなジオメトリーで、被写体を１回転させながら測定画像を計算し
た。CT 画像再構成は X 線照射領域のみを使用する。１つは得られた測定画像をそのまま再構成し、もう１つ
は照射領域外の値を散乱線による輝度値とみなして、それを照射領域内の輝度値から差し引くことによって
散乱線による影響を取り除いてできる測定画像を再構成した。この両者の CT画像を比較した。 
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結果 
上記結果を比較することにより、散乱線の影響を取り除いてできる測定画像を再構成した CT画像の方が、
アーチファクトの少ないかなりよい画像が得られた。 
今後は散乱線による影響を取り除く方法をもっと最適化していきたいと考えている。 
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